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	Indriķis Mužnieks
	LU rektors - komisijas priekšsēdētājs;

	Kitija Gruškevica
	rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos – komisijas priekšsēdētāja vietniece;
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	Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns;

	Visvaldis Neimanis
Dace Silarāja

Komisijas sekretārs
	Fizikas un matemātikas fakultātes un Datorikas fakultātes izpilddirektors;

Ķīmijas fakultātes izpilddirektore.

Jurģis Silavs

.


Sēdē piedalās: komisijas priekšsēdētājs – I.Muižnieks, komisijas priekšsēdētāja vietniece K.Gruškevica, komisijas locekļi - O.Nikodemus, V.Neimanis un D.Silarāja.
Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs – I.Muižnieks, sēdi protokolē komisijas sekretārs-J.Silavs.
1. jautājums.

Kādi elementi tiks analizēti viļņu garuma diapazonā no 160 līdz 166 nm 1 un no 847 līdz 900 nm ar UP-OES sistēmu? Pretendents vēlas uzsvērt, ka sekojoši vadošie ražotāji kā Agilent, Shimadzu un Thermo Scientific nodrošina pilnvērtīgu elementanalīzi arī šaurākos viļņa garuma diapazonos:

Agilent 51 00 ICP-OES modelis no 167 lidz 785 nm 

Shimadzu ICPE-9800 modelis no 167 lidz 800 nm

Thermo Scíentífic iCAP 7000 sērijas modeļi no 1 66 lidz 847 nm

Píeprasītais viļņa garuma diapazons 160 - 900 nm ierobežo pretendentu skaitu un nenodrošina pilnvērtīgu brīvu konkurenci, 1īdz ar ko Pretendents lūdz Pasūtītāju izvērtēt un rast íespēju noteikt viļņa garuma diapazonu vismaz no 167 lid z 847 nm.

Atbilde uz 1.jautājumu.

Skatīt grozījumus nolikumā. 

2. jautājums.

Lūdzam precizēt vai ICP-OES sistēma ar CID pusvadītāju detektoru bez 2 fotojūtīgiem segmentiem tiks uzskatīta par atbilstošu/ekvivalentu sistēmu, ja tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums kā Pasūtītājs ìr noteicis?

Pretendents uzsver, ka CID detektoram ir zināmas priekšrocības attiecībā uz CCD detektoru - nodrošina intensīvas un vājas gaismas emisiju vienlaicīgu reģistrēšanu un CID detektors nav pakļauts attēla izplūšanai (blooming).

Atbilde uz 2.jautājumu.

ICP-OES sistēma ar CID pusvadītāju detektoru bez 2 fotojutīgiem segmentiem ir uzskatāma par atbilstošu/ekvivalentu sistēmu, ja tiek nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums. 

3. jautājums.

Vai ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vienu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina viļņa garuma stabilitāti analīžu laikā tiks uzskatīta par atbilstošu. Šāds tehniskais risinājums kopumā nodrošina ātrākas analīzes un integrācijas laikus, jo nav nepieciešamības mērīt references līniju pirms katras analīzes rezultātiem.

Atbilde uz 3.jautājumu.

ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vienu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina viļņa garuma stabilitāti analīžu laikā tiks uzskatīta par atbilstošu dinamiska viļņa garuma stabilizācijai, izmantojot pilna diapazona iebūvētas neona lampas vai ekvivalentu references spektru.

4. jautājums.

Citi ICP-OES ražotāji izmanto nedaudz lielāku argona patēriņu, taču analīžu laiks ir krietni īsāks (sistēma strādā ātrāk), kā arī netiek izmantota izpūšanas gāze, līdz ar ko nav objektīvi vērtēt argona patēriņu sistēmai, neņemot vērā sistēmas paraugu analizēšanas laiku, jo sistēmām, kas strādā krietni ātrāk, bet pat ar nedaudz lielāku argona patēriņu kopumā parauga analīzei patērēts mazāk argona gāzes nekā sistēmas. kas darbojas lēnāk. Līdz ar ko Pretendents lūdz Pasūtītāju rast iespēju izslēgt prasību ne vairāk kā 8 Litri/minūtē vai arī rast prasību, kas ļaus objektīvi novērtēt sistēmas argona patēriņu pie paraugu analīžu veikšanas.

Atbilde uz 4.jautājumu.

Skatīt grozījumus nolikumā. 

5. jautājums.

Lūdzu precizēt vai Pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu ICP-OES sistēmu, kas nodrošina drošu nepārtrauktu plazmas stāvokļa monitoringu analīzes laikā caur spektometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, un ja sistēma saturēs drošu RF ģenerātoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu, kā daļu no metodes iestatījumiem.

Atbilde uz 5.jautājumu.

Pasūtītājs uzskatīs par atbilstošu ICP-OES sistēmu, kas nodrošina drošu nepārtrauktu plazmas stāvokļa monitoringu analīzes laikā caur spektrometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu, un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja, kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves.

6. jautājums.

Lūdzu izvērtēt un rast iespēju uzskatīt par atbilstošu ICP-OES sistēmu ar plazmas skatīšanas un optisko tehnoloģisko sistēmu, kas samazina pašabsorbcijas un fizikālus traucējumus, un nodrošina augstas jūtības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā Pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves. Šādas tehnoloģijas spektometram sistēmas komplektācijā nav nepieciešams gaisa kompresors ar žāvētāju.

7. jautājums 

Pretendents lūdz Pasūtītāju izvērtēt un rast iespēju uzskatīt par atbilstošu ICP-OES sistēmu ar 27MHz, 1150 W, efektivitāte 75% RF ģenerātu, kas nodrošina augstas jūtības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķirtspēja kā Pasūtītājs ir noteicis). Kā arī Pretendents vēlas uzsvērt, ka sekojoši vadošie ražotāji kā Agilent, Shimadzu un Thermo Scientific izmanto 27 MHz RF ģenerātorus ar efektivitāti 75-78%. Bet pieprasītais 40 MHz, 750-1500 W, efektivitāte 80% RF ģenerātors ierobežo pretendentu skaitu un nenodrošina pilnvērtīgu brīvu konkurenci. 

Atbildes uz 6. un 7.jautājumu.

Skatīt grozījumus nolikumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
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